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Unsere Partner:

22. Oktober 2026 
10:00 bis 16:00 Uhr

Jetzt  
anmelden!

Die Entwicklung von Leistungselektronik umfasst die Gestaltung, das 
Design und die Optimierung elektronischer Schaltungen und Systeme, 
die hohe Leistungen verarbeiten. Sie erfordert umfassendes Fachwissen 
in Elektronik, Elektrotechnik, Schaltungstechnik, Halbleitertechnologie 
und Steuerungstechnik.

Anwendungsbereiche der Leistungselektronik:

•	 Energieübertragung und -umwandlung

•	 Elektromobilität

•	 Erneuerbare Energien

•	 Industrielle Anlagen

•	 Elektrische Antriebe

Die Fertigung elektronischer Baugruppen in der Leistungselektro-
nik setzt spezialisierte Prozesse, qualifiziertes Personal und strenge 
Qualitätskontrollen voraus, um Produktqualität und Zuverlässigkeit 
sicherzustellen.

Melden Sie sich jetzt zur Websession an und erhalten Sie wertvolle  
Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Technologien und Praxislösungen 
der Leistungselektronik.

 
Weitere Informationen finden Sie online unter: 

  Websession  
  Leistungselektronik  

epp.industrie.de/leistungselektronik/#Anmelden

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie



MCD Elektronik verwandelt bestehendes Testsystem in moderne Lösung

Aus altem Tester wird  
zukunftssicheres System 
M it analytis cher  Exper tis e r ekon s tr uier te M C D  Elektr onik die Funktion s w eis e  
eines  jah r z ehntealten Tes ts ys tem s  ohne D okum entation. G em ein s am  m it dem  
K unden ents tand ein m oder nes , funktionales  Sys tem , das  s einen V or g ä nger   
s ogar  ü ber tr ifft. 

D e r d em o grafisc he W and el und  d e r aus ihm  r e-
sultier end e W egfall einer steigend en Zahl an 

Fac h- und  Führungsk r ä ften erw eist sic h zunehm end  
als He rausfo r d e rung auc h jenseits d e r Resso ur c e Ar-
beitsk raft. M it d en aussc heid end en Fac hk r ä ften geht 
in vielen Fä llen fac hlic hes Kno w -ho w  ver lo r en, d as 
nic ht einfac h zu er setzen ist. M it einem  Parad ebei-
spiel für eine so lc he Situatio n sah sic h d e r Expe rte 
für d ie Entw ic k lung und  Her stellung k und enspezifi-
sc her Prüf-, M ess- und  Auto m atisierungssystem e für 
d ie Elek tr o nik fertigung M CD Elek tr o nik  k o nfr o ntiert. 

Lückenlose Dokumentation fehlte
Um  seine W ettbew e rbsfä higk eit langfristig zu si-
c hern, hatte ein Kund e besc hlo ssen, ein seit Jahr-
zehnten im  Unternehm en genutztes Testsystem  
grund legend  zu m o d e rnisier en. Bei d e r Planung d e r 
d am it verbund enen Sc hritte zeigte sic h jed o c h 
sc hnell, d ass es sic h hierbei um  eine gr ö ße r e He raus-
fo r d e rung hand elte als angeno m m en. Es fehlte nic ht 
nur eine lüc k enlo se Do k um entatio n d es System s, 
auc h d e r um fassend e Überblic k  über d as über d ie 
Jahre im m e r w ied e r in Har d - und  So ftw ar e ve r ä nd e r-
te System  w ar d ur c h d as alte r sbed ingte Aussc heid en 
beteiligter Expe rten zunehm end  ver lo r engegangen.

N ac hd em  so gar d e r ur sprünglic he Her stelle r d es 
System s unter d en genannten Bed ingungen nic ht 
m ehr ber eit w ar, d as System  zu m o d e rnisier en, w ä r e 
d ie naheliegend e Sc hlussfo lge rung gew esen, d ass ei-
ne M o d e rnisierung unm ö glic h ist und  d as Testsystem  
vo n Grund  auf neu eingeric htet w er d en m uss. Der 
hier m it verbund ene Aufw and  und  d ie zu erw arten-
d en Ko sten hä tten jene einer M o d e rnisierung auf 
Grund lage vo rhand ener System e d eutlic h über sc hrit-
ten. Darüber hinaus w ä r e ein k o m plette r Um stieg auf 
ein unabhä ngiges, neues System  m it aufw end igen 
M igratio nspr o zessen, bis hin zu Fragen d es Change 
M anagem ents zur Gew ä hr leistung d e r Ak zeptanz 
seitens d e r betr o ffenen M itarbeitend en verbund en 
gew esen. Sc hlussend lic h w ar d ie Frage d es ric htigen 
Vo rgehens auc h eine d e r N ac hhaltigk eit: Ein prinzi-

Zukunftssicheres Test-
system von MCD Elek-
tronik – vollständig 
rückwärtskompatibel 
zu allen bestehenden 
Prüfadaptionen und 
nahtlos in die beste-
hende Produktions-
umgebung integriert. 
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piell fun k tion sfäh ig es, w en n  auch  m odern isierun g s-
bedürftig es System  vollstän dig  z u ersetz en , w ider-
sprich t der Z ielsetz un g , Proz esse n ach  M ög lich k eit 
la n g fristig  im  Sin n e n ach h altig er Un tern eh m en sfüh -
run g  z u g estalten . Gem ein sa m  m it M CD Elek tron ik  
ist es g elun g en , diese M axim a llösun g , in k lusive des 
da m it verbun den en  Aufw a n ds un d der Kosten , z u 
um g eh en . Der An satz , den  M CD Elek tron ik  h ierz u 
n utz te, w ar der ein er Rek on struk tion  der Fun k tion s-
w eise des besteh en den  Testsystem s im  V erf a h ren  des 
Reverse En g in eerin g s, m it dem  aus der struk turierten  
An alyse des System s die feh len de Dok um en tation  
un d verloren g eg a n g en es Fach w issen  ersetz t w erden  
k on n ten . 

Kompatibel mit dem Ur-System
In dem  g em ein sa m  m it dem  Kun den  die Fun k tion s-
w eise des alten  System s Sch ritt für Sch ritt rek on -
struiert w urde, k on n te die g ew ün sch te M odern isie-
run g  ef f iz ien t durch g efüh rt w erden . Im  Erg ebn is ist 
das n eue Testsystem  z u 100 Proz en t k om patibel m it 
dem  Ur-System , besteh en d aus 10 vorh a n den en  
Prüf adaption en  des Kun den . Durch  die En tw ick lun g  
ein es vollstän dig  n euen  Testsystem s n ach  h eutig en  
An forderun g en  un d Sta n dards k on n te ein e z uk un fts-
sich ere Lösun g  realisiert w erden . Gleich z eitig  w urde 
das System  so k on z ipiert, dass säm tlich e Sch n ittstel-
len  z u 100 Proz en t k om patibel m it dem  besteh en den  
System  bleiben . Dadurch  k a n n  der Kun de sein e vor-
h a n den en  z eh n  Prüf adaption en , m it den en  m eh r als 
15 versch ieden e Produk te g etestet w erden , oh n e jeg -
lich e An passun g en  w eiterverw en den . 

Gerade diese vollstän dig e Kom patibilität stellt ei-
n en  w esen tlich en  M eh rw ert dar: Besteh en de Prüf-
proz esse bleiben  erh alten , In vestition en  in  n eue 
Adaption en  en tf allen  un d die In teg ration  in  die vor-
h a n den e Produk tion sum g ebun g  erfolg t n a h tlos. 

Reibungsloser Einsatz  
gewährleistet
Das von  M CD Elek tron ik  m odern isierte Testsystem  ist 
f in a l aber m eh r als ein  fun k tion ales Abbild sein es 
V org än g ers. Sein e Testabdeck un g  w urde in  Teilen  
über die g ew oh n te Leistun g sfäh ig k eit h in aus erw ei-
tert. Da n k  ein es n euen tw ick elte Selbsttestadapter 
prüft sich  die An la g e n un  vollstän dig  selbst un d do-
k um en tiert Fun k tion spara m eter, w odurch  ein  rei-
bun g sloser Ein satz  la n g fristig  g ew äh rleistet un d 
Sta n dz eiten  verk ürz t w erden  k ön n en . Leistun g sfä-
h ig k eit, Z uverlässig k eit un d Z uk un ftssich erh eit g e-
w äh rleistet M CD Elek tron ik  durch  den  Ein satz  be-
w äh rter Kom pon en ten , w ie der Softw are-Applik ation  
M CD COM ET z ur En tw ick lun g  un d Ausfüh run g  von  
a n w en derspez if isch en  Test- un d Prüf a n w en dun g en  

in  Kom bin ation  m it der Testm a n a g em en t-Softw are 
Suite TestSta n d von  N ation al In strum en ts. Die An la-
g en steuerun g  erfolg t über die elek tron isch en  Steuer- 
un d Sch n ittstellen ein h eiten  M CD M ech IO m it 16 Di-
g ital In /Out un d I²C-Bus. I²C-M ux-Platin en  g ew äh r-
leisten  ein e flexible M ess- un d Sig n alpf adsteuerun g .

 Als spez ialisiertes Testsystem  z ur autom atisierten  
Prüfun g  w urde ein  Adaptron ic V erbin dun g sprüf g erät 
m it 2048 M essk a n älen  in teg riert un d über den  M CD 
Toolm on itor z ur Steuerun g , V isualisierun g  un d Auto-
m atisierun g  von  Prüf- un d M essproz essen  vollstän -
dig  ein g ebun den . An alog e Sig n ale w erden  z eitab-
h än g ig  m ittels ein es USB-Osz illosk ops von  Pico a n a-
lysiert. Die Prog ra m m ierun g  von  SPI- un d I2C auf 
den  Prüflin g en  erfolg t m ittels ein es Prog ra m m ierg e-
räts.

In sg esa m t ist es M CD Elek tron ik  im  In teresse des 
Kun den  g elun g en , un ter a n spruch svollen  Bedin g un -
g en  ein  tech n olog isch  leistun g sstark es, flexibles 
Testsystem  auf den  Grun dm auern  un d in  den  Dim en -
sion en  des vorh a n den en  System s z u errich ten  un d so 
ein e auch  w irtsch a ftlich  attra k tive Lösun g  für die 
M odern isierun g  ein es veralteten , n ich t m eh r tra n s-
paren ten  System s z u realisieren . M CD Elek tron ik  ver-
bin det da m it V erg a n g en h eit un d Z uk un ft un d m ach t 
aus ein em  alten  Tester ein  z uk un ftssich eres System .

Technologisch leis-
tungsstark und flexibel 
– MCD Comet mit NI 
TestStand, integrierte 
Adaptronic-Verbin-
dungsprüfung mit 
2.048 Kanälen sowie 
Oszilloskop- und  
Programmierfunktio-
nen in einem System. Bi
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